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Microscopia Raman y su laboratorio

¢Donde encaja la tecnologia Raman en su laboratorio?

Usted utiliza una variedad de técnicas microscopicas en su laboratorio de andlisis de trazas, cada
una con sus propias fortalezas y debilidades.

La microscopia Raman puede ser nueva para usted. Compruebe cémo el microscopio confocal
Raman inVia™ InSpect puede anadir valor a su laboratorio y trabajar junto a sus microscopios
actuales.

@ Microscopia electrénica de w Microscopia de luz fluorescente
barrido La FLM genera imagenes basadas en la emision
de fluorescencia. Se puede utilizar para buscar
rapidamente una clase de materiales, pero no es lo
suficientemente especifica como para identificarlos.

Puede ser necesaria una preparacion adicional de la
muestra si el material que busca no es fluorescente.

La SEM le proporciona imagenes con mayor
resolucion que las técnicas Opticas. Ademas,
funciones adicionales como la fluorescencia de
rayos X (XRF), ofrecen un analisis elemental, lo
que le permite generar mapas de composicion
elemental pero no de composiciéon quimica.

Microscopia de luz polarizada@ Microespectrofotometria

Esta técnica mide las caracteristicas de reflexion y
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Esta poderosa y ampliamente utilizada técnica

Optica genera contrastes entre los materiales, transmision de la muestra en el rango de longitud
basados en sus diferentes propiedades dpticas, de onda VIS/NIR. Es util para comparar colores, sin
sin identificarlos quimicamente. identificar quimicamente el pigmento o colorante.

Microscopia infrarroja por @ Medicion del indice de refraccion
transformada de Fourier del vidrio
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Un microscopio IR es una potente herramienta Esta técnica especializada permite determinar

de uso rutinario. Con ella podra identificar los indices de refraccion de los cristales de vidrio.
rapidamente muchos materiales, pero, a Le permite detectar posibles coincidencias con
menudo, requiere preparar la muestra o el materiales de referencia, pero no puede identificar
contacto directo con ella, y no dispone de la los materiales quimicamente.

resolucion espacial de los microscopios opticos.

w Incorpore la microscopia Raman a su laboratorio

Al ahadir la espectroscopia Raman a su ¢ Identificacion muy especifica

laboratorio, dispondra de nuevas y poderosas La microscopia Raman puede diferenciar las

capacidades que complementaran las técnicas estructuras quimicas, incluso las que son muy similares.

existentes: ¢ Analisis sin contacto y no destructivo

¢ Observe los mas pequeiios detalles Puede analizar su muestra varias veces sin dafarla o
Realice un preciso analisis Raman contaminarla.

empleando un microscopio dptico de grado

. L ¢ La preparacion de muestras es minima
de investigacion.

Si puede enfocar la muestra con un microscopio éptico,
e Concéntrese en la evidencia puede obtener su espectro Raman.

Discrimine entre su objeto de estudio y el

resto empleando la tecnologia de andlisis

EasyConfocal™



Microscopia Raman
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¢Qué es la microscopia Raman?

La espectroscopia Raman es una técnica de analisis 6ptico
utilizada para identificar materiales. Mide las vibraciones
moleculares fundamentales de los materiales, en lugar de
basarse en su etiquetado o marcado.

Un microscopio Raman ilumina una pequefa regién de la
muestra con un laser. La mayor parte de la luz dispersada
no cambia, sin embargo, algunas fracciones pierden o
ganan energia y modifican su frecuencia. Esto se conoce
como dispersion Raman. Esta luz forma un espectro

que es exclusivo de esa estructura molecular; una huella
quimica que permite identificar el material, generalmente
utilizando una biblioteca de espectros conocidos.

¢ Por qué elegir un microscopio
confocal Raman inVia InSpect?

¢ Su elevada eficiencia éptica le proporciona datos de alta
calidad en el menor tiempo posible.

¢ Dispone, a diferencia de los sistemas Raman portatiles, de
alta resolucion espacial, compatible con sus otras técnicas
microscopicas.

* Renishaw lo ha optimizado para el analisis de trazas de
materiales:

Incorpora, de serie, las técnicas de contraste habituales
(campo claro, campo oscuro y polarizacion).

Dispone de iluminacién con luz reflejada y transmitida.

Puede ver la muestra en detalle con alta resolucién
(dispone de serie de una videocamara USB 3.0 de 5SMP
2/3" de alto rendimiento).

Dispone de una plataforma motorizada de alta
precision de serie, adecuada para analizar particulas
microscopicas.

e Facil de utilizar:

— Mediante software, puede intercambiar los laseres
facilmente y analizar el mismo punto de la muestra.

— La optimizacién de la alineacién esta automatizada.
No necesita de un experto para mantener el sistema
funcionando al maximo rendimiento.

— Las verificaciones de calibracion estan integradas en el
sistema.

— Es un producto laser de Clase 1 que puede utilizarse de
forma segura en laboratorios abiertos.

¢ Renishaw lo ha disefiado para el andlisis de trazas:

— Es una solucién asequible de altas prestaciones para
cientificos forenses.
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Desplazamiento Raman / cm™

Los dispares espectros Raman del diamante y del poliestireno.

Una técnica complementaria

Aproveche al maximo sus microscopios con el médulo de
software Correlate™. Esta poderosa herramienta permite
comparar los resultados Raman con muchos sistemas

de microscopia, como SEM, fluorescencia, AFM, FT-IR

y microscopios 6pticos. Importe las coordenadas de la
muestra desde su primer microscopio al microscopio InSpect
y utilice la Herramienta de Alineacién de Imagenes para
superponerlas y obtener una mejor imagen de la muestra.

Mas informaciéon en www.renishaw.es/correlate.

1EkU

Imagen combinada de un mineral. Esta compuesta por una imagen
SEM y una imagen Raman. Esta Ultima revela su variada composicion
quimica.



Microscopio confocal Raman inVia InSpect

Binoculares y una videocamara de alto rendimiento
Camara de 5MP 2/3" con gran campo de vision.
Puede elegir el mejor método para ver su muestra: a través de los oculares o el video. &

Trayectorias independientes de luz reflejada y transmitida
Le ofrecen una completa gama de opciones para iluminar sus muestras. Facil control
externo de ambas fuentes de luz.

¢ Multiples técnicas de contraste para localizar rapidamente regiones de interés
Campo claro (BF), campo oscuro (DF) y polarizaciéon (POL).

¢ Obijetivos que se adaptan tanto a la exploracion de grandes superficies como
a los trabajos de alta resolucion en pequenos detalles
5x, 20x de larga distancia de trabajo, 100x de larga distancia de trabajo.

¢ Plataforma motorizada de alta resolucion que permite un ‘
posicionamiento de alta precision
Precisa plataforma de posicionamiento controlada por ordenador,
que permite la adquisicién de datos y combina a la perfecciéon con
un posicionamiento manual, el cual, facilita la colocacién de las
muestras (empleando la tecnologia EasyMove™).

¢ Plena automatizacion

Alineacion, calibracion y control completamente automatizados
por software, para que no tenga que ajustar manualmente
ninguna optica del interior del microscopio confocal Raman
inVia InSpect.
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Caracteristicas principales del microscopio confocal

Raman inVia InSpect

Plataforma de microscopio
codificada Renishaw MS30.

A la cabeza de la industria de
medicion de precisiéon durante
mas de 40 afos, nuestros
componentes aseguran un
funcionamiento fiable y preciso.

Situado en el corazén de todos
los microscopios confocales
Raman inVia, Centrus es mas
que un simple detector. Es la
piedra angular de las tecnologias
que hacen que el microscopio
confocal Raman inVia InSpect
sea tan potente.

Plataforma de microscopio
codificada de alta velocidad
MS30

La MS30 es una plataforma de alta resolucién
espacial, ideal para analizar y mapear muestras
complejas y particulas pequefas.

Sistema de plataformas
EasyMove™

El sistema EasyMove ofrece la transicion
perfecta entre la carga manual de muestras y
las mediciones automatizadas. Facilita el cambio
de muestras y la configuracién de la plataforma.
Puede mover la plataforma a mano y ajustar las
coordenadas con una precisién micrométrica.
La carga de muestras es rapida y facil, lo que le
ahorrara tiempo cuando tenga que procesar un
gran ndmero de ellas.

Modulo de software
Correlate™

El médulo de software Correlate mantiene

la informacién de posiciéon cuando transfiere

la muestra entre microscopios. Le permite

tomar medidas en las mismas posiciones de

la muestra utilizando diferentes microscopios y
luego superponer los resultados para obtener un
conocimiento mas completo de su muestra.

Detector CCD Centrus™

El detector de alto rendimiento de InSpect,
refrigerado eléctricamente para garantizar bajos
niveles de ruido, le proporciona datos de la mas
alta calidad en el menor tiempo posible.

Modulo de analisis de
particulas

Una poderosa herramienta que combina la
medicion de particulas con su identificacion
quimica. Lleva a cabo el analisis 6ptico de
multiples particulas siguiendo un proceso intuitivo
y altamente automatizado. Puede seleccionar
particulas utilizando diferentes modos de
contraste o imagenes importadas a través de
Correlate, para después recopilar los datos
Raman de esas particulas.

Plena automatizacion

Puede controlar la alineacion, la calibracion y las
configuraciones desde el software. Por ejemplo,
puede cambiar rapidamente, con un clic, entre la
visualizaciéon de muestras y el analisis Raman.

Tecnologia SynchroScan™

La tecnologia SynchroScan le permite recopilar
datos de alta resolucion en todo el rango
espectral, para que pueda diferenciar materiales
similares con fiabilidad.

Mapeo StreamHR™

El mapeo StreamHR armoniza el funcionamiento
del detector Centrus con la plataforma de
microscopios MS30. Aumenta enormemente la
velocidad de recopilacion de datos y le ahorra
tiempo en la generacion de imagenes.

Tecnologia EasyConfocal™

Puede cambiar sin esfuerzo de una alta
resolucion espacial, que puede emplear para
aislar regiones para su posterior analisis de
trazas, a un muestreo de areas mas grandes,
manteniendo siempre la maxima sensibilidad.

Software Empty Modeling™

El software Empty Modeling emplea una técnica
de analisis multivariable para determinar los
componentes principales de conjuntos de datos
mas complejos. Utilice esta técnica, junto con la
busqueda en diferentes bibliotecas, para analizar
con éxito los datos de muestras que contengan
materiales desconocidos.

Tecnologias Surface™
y FocusTrack™

Estas tecnologias le permiten analizar muestras
con superficies inclinadas, manteniendo el
enfoque mientras se desplaza por la muestra.
Podra observar todo tipo de muestras, desde
pequefas particulas en un sustrato desigual,
hasta grandes muestras heterogéneas.
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Asistencia técnica

Raman Assist

Ofrecemos un paquete de asistencia técnica integral para garantizar que
exploten todo el potencial de su sistema Raman y hagan uso de todas sus
caracteristicas y capacidades.

Este paquete esta disponible para todos los usuarios, después de la compra
de un instrumento Raman de Renishaw. El programa le proporciona acceso a
nuestro equipo especializado en productos Raman y a las siguientes ventajas:

e Acceso a una red mundial de profesionales cientificos altamente
cualificados en aplicaciones Raman, que pueden ayudarle a optimizar su
recopilacion de datos e interpretar sus resultados.

* Acceso a nuestra extensa base de datos en linea de mddulos de formacion
y videos para usuarios, que le ayudaran a optimizar su recopilacion y
procesamiento de datos.

¢ Asistencia técnica en linea y comprobaciones de diagndstico.

* Acceso preferente a las sesiones de formacion Raman Revealed de
Renishaw.

Actualizaciones sobre las nuevas capacidades y software con los
seminarios Inside Raman a nivel mundial.

Actualizaciones gratuitas a su versién actual de software.

Elija Renishaw

Renishaw es un reconocido lider en espectroscopia Raman; nuestros
sistemas ofrecen los mas altos niveles de rendimiento y flexibilidad. Clientes
en todo el mundo confian en ellos para proporcionar informacién analitica de
nivel superior en una amplia variedad de campos y aplicaciones. Eligiendo
productos de Renishaw puede estar seguro de que hace una excelente
inversion. Su sistema Raman sera facil de utilizar y le proporcionara datos
fiables y repetibles, incluso a partir de muestras complicadas. Y le durara.

Renishaw es un socio en el que puede confiar. Fundada en 1973, Renishaw
es un galardonado lider mundial en medicién avanzada y fabricacién. Con
mas de 4.000 empleados y una red mundial de oficinas, estableceremos
una relacién a largo plazo, respaldada por una experta y receptiva asistencia

técnica y comercial.

Lanzamos nuestro primer producto de espectroscopia Raman en 1992, y
hemos estado continuamente desarrollando este tipo de instrumentacion.
Décadas de experiencia aseguran que en nuestros productos se puede
confiar para obtener los resultados que necesita. Los clientes de todo el
mundo confian en nuestros productos.
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El rendimiento del sistema depende de la configuracién y las opciones individuales.

Debido a la variedad de opciones y configuraciones del microscopio confocal Raman inVia, esta informaciéon se da como
indicacion orientativa del rendimiento.

Para obtener un rendimiento y especificaciones mas detalladas y especificas, pongase en contacto con su representante local
de Renishaw.

Seguridad laser

* Producto laser Clase 1 en configuracion estandar de InSpect.

* Completamente cerrado mediante dispositivo de proteccion, incluye auto test de cierre.

¢ Algunos sistemas inVia no InSpect son Clase 3B, o Clase 4 cuando emplean laseres de UV profundo (< 315 nm) o laseres

CW visibles/NIR de alta potencia (> 500 mW).

Etiquetas de seguridad de rayos laser

CLASS 1
LASER PRODUCT

IEC/EN 60825-1:2014

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAM

CLASS 3B LASER PRODUCT
CHECK LABEL ON LASER / POWER
SUPPLY FOR MAXIMUM OUTPUT AND
EMITTED WAVELENGTHS
IEC/EN 60825-1:2014

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT

229 nm - 400 nm MAX 100 mW CW
400 nm - 1064 nm MAX 2 W CW

|EC 60825-1:2007

Visite www.renishaw.es/inspect para obtener mas informacién sobre el
microscopio confocal Raman inVia InSpect.

Renishaw. Los innovadores Raman.

Renishaw fabrica una amplia gama de productos de espectroscopia Raman que ofrecen los mas altos niveles de rendimiento,
sensibilidad y fiabilidad en una amplia variedad de aplicaciones. Con ellos, podra abordar con confianza los problemas
analiticos mas desafiantes.

Estamos seguros de que el microscopio confocal Raman inVia InSpect puede ayudarle en sus investigaciones de andlisis
de trazas. Péngase en contacto con nosotros a través del siguiente enlace, cuéntenos sus necesidades especificas y le
ayudaremos a elegir la configuracién ideal.

Nuestra red mundial de filiales y distribuidores garantiza un servicio excepcional y asistencia técnica a nuestros clientes.

www.renishaw.es/contacto
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